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2007分析展開催

アジア最大の分析関連専門イベント「2007分析展」

が8月29日（水）～31（金）の3日間、幕張メッセで

開催されました。

社団法人日本分析機器工業会の主催で、分析機器メ

ーカーの展示および新技術説明会などが行われ、3

日間の来場総数は21,842人と大盛況でした。おかげ

さまでJEOLブースには、昨年を大幅に上回るお客

様が来場されました。

JEOLグループでは「EcoからNanoまでトータルソ

リューションでおこたえします」をキャッチフレー

ズに最新装置を分析手法別に展示し、お客様が抱え

ている分析に関する様々な問題に対し、具体的なソ

リューションでお応えいたしました。

核磁気共鳴コーナーでは新製品のJNM-ECS400を、

質量分析コーナーではハイスループットに最適な

JMS-T100TDを実機展示し、X線分析コーナーでは

RoHS対応新製品のJSX-3100RⅡを展示いたしまし

た。また、電子顕微鏡コーナーでは、話題の小形

SEM JCM-5100 /5700 Carry Scopeを実機展示致し

ました。それ以外にも卓上型QMS、GC / TOF、薄

膜試料作製装置など計19機種を実機展示し、加え

てパネル展示及びPC端末展示による製品紹介も行

いました。また、ブース内で行われたナレーターに

よるプレゼンテーションにも多数のお客様が足を止

められ説明を聞いていらっしゃいました。

恒例となりました新技術説明会では、3日間で10テ

ーマを発表致しました。最新の技術情報や分析手法

についてお客様に聴講いただきました。

「2007分析展」は産官学から多数のご来場者をお迎

えし、お客様のご期待に十分応える盛りだくさんの

内容をご提示できました。

JEOLブースに足をお運び頂いたお客様に心より御

礼申し上げます。

『日本電子の2007分析展新技術説明会発表内容』
8/29

8/30

8/31

・らくらく前処理のためのGC大量注入、LC-GCシス

テムの活用法

・イオンソースを利用した新しい試料加工

・蛍光X線法によるRoHS分析の新技術

・GC/QMSによる水道法カビ臭、VOCやにおいの分

析例紹介

・Fast LC-TOFMSによる最新のハイスループット全

自動合成品確認システムの紹介

・SEM新時代の幕開け、コンパクトSEM

・ナノ領域解析の強力ツール～JSM-7001Fの紹介～

・新形高感度NMR装置JNM-ECS

・最新のAESが実現するナノメータ領域の化学状態分析

・TLCユーザー必聴！薄層プレート上試料を直接･瞬

時に質量分析可能！？
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JEOL DATUM INFORMATIONJEOL DATUM INFORMATION

①第2回 ＮＭＲ基礎の基礎講座
とき　　2007年11月1日（木）～2日（金）

両日共 10：00～16：30
ところ　大阪ガーデンパレス　葵の間

（新大阪駅より専用シャトルバスで3分）
講師　　明星大学　理工学部　田代 充 先生

千葉大学 分析センター　関 宏子 先生
日本電子データム（株） 国際技術センター　加藤 敏代

②電子顕微鏡セミナー 「TEM技術上達への近道」
【東京会場】
とき　　2007年11月12日（月） 13：00～17：00
ところ　中野サンプラザ　15階フォレストルーム

（東京・中野駅前）

【大阪会場】
とき　　2007年11月16日(金) 13：00～17：00
ところ　大阪ガーデンパレス　葵の間

（新大阪駅より専用シャトルバスで3分）
講師　　日本電子（株）電子光学機器本部

ライカマイクロシステムズ（株）
日本電子データム（株）国際技術センター

③MSセミナー「第10回実践マススペクトロメトリー」
とき　　2008年1月24日(木)～25日(金) 2日間　
ところ　日本化学会館6階会議室（東京・御茶の水）
講師　　横浜市立大学　高山光男先生

●お問い合わせは
日本電子データム（株）販売本部
TEL:042-526-5095 FAX:042-526-5099

ホームページ(http://www.datum.jeol.co.jp)にて、
セミナー日程を掲載いたします。

＊お申し込み受付後、参加費お振り込みのご案内・会場案内図などを
送らせていただきます。

＊宿泊のご案内は、ご容赦ください。

セミナ－開催のご案内

定　員　50名
参加費　一般30,000円、学生15,000円（消費税込み）

定　員　50名
参加費　10,500（消費税込み）

定　員　40名
参加費　49,350円（消費税込み）

試料保管装置 CP-VD701 
（携帯形試料保管装置を含む） 

携帯形試料保管装置 
CP-VD70P

CP-VD701（SM-09010用）/CP-VD702（SM-09020CP用） 

CP-VD70P

試料保管装置 

携帯形試料保管装置 

クロスセクションポリッシャ（CP）で作製した試料の保管はどうしていますか？ 
また、観察場所までの移動や出張などの時、試料が大気にさらされていませんか？ 
CPをお使いの皆様のご要望にお応えして、試料保管装置を商品化しました。 
使いやすい簡便な試料保管装置として、幅広くご利用いただけます。 

断面試料作製装置 
クロスセクションポリッシャ（CP） 
SM-09010

断面試料作製装置の空ポートに装着して作製直後の試料保管庫として、
また携帯形試料保管装置（CP-VD70P）を差し込むだけで移動など
の際、簡単に持ち運べる携帯形試料保管ケースとして大変便利です。 

断面試料作製装置（クロスセクションポリッシャ用） 

構成 
試料保管装置 CP-VD701/CP-VD702 

携帯形試料保管装置※ ＣP-VD70P 

　　　　　　　　　　　　※オプションで携帯形試料保管装置 CP-VD70Pを別途購入可能です。 

主な仕様 
試料保管装置寸法 43ｍｍφ（内径）×12mmH（高さ） 

携帯形試料保管装置寸法 28ｍｍφ（内径）×16mmH（高さ） 
 11.5mm試料載台  2個装着可能 

真空排気 本体（CP）の真空排気システムを使用 

対応機種 断面試料作製装置 SM-09010用CP-VP701 
 断面試料作製装置 SM-09020CP用CP-VP702

試料載台　装着例 SM-09020CPの装着ポート 
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走査電子顕微鏡対象機種

SEM お客さまに感謝を込めて

走査電子顕微鏡 JCM

キキャンぺ－ン

おかげさまで汎用SEM累計販売台数1万台達成!!
日本電子株式会社では、1975年以降汎用走査電子顕微鏡の販売をスタートし、長年に渡る御愛顧のおかげを持ちまして

2007年に出荷台数1万台を達成致しました。この度、お客様に感謝を込めて1万台突破特別記念キャンペーンを行います。

※上記対象機種のご購入総額（税抜）が1,000万円以上のお客様に限ります。
※このキャンペーンは日本国内限定です。

JCM-5700 JSM-6390 JSM-6490

ステージナビゲーション
3Dソフト

チャンバースコープ

試料室内の観察が容易

立体画像を容易に構築観察箇所を容易に特定

アタッチメントプレゼント

走査電子顕微鏡対象機種の中からご成約を頂いた先着100名のお客様に好評のアタッチメント１つをプレゼント！！

1
2

3



愛され続けて31年
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“特別記念キャンペーン”実施！！

00 JSM-6390 JSM-6490

1975年　JSM-T20

現在　JSM-6390

※キャンペーン期間　2007年10月1日～2008年3月31日（先着100名様まで）
詳しくは当社ホームページ　http://www.jeol.co.jp/ をご覧下さい。

＜問い合わせ先＞　日本電子（株）計測機器販売グループ（TEL:042-528-3353）

10000台達成までの機種変遷年表

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2  
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0  
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0  
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

1975機　種 1980 1985 1990 1995 2000 2005
5700 
6060/6060LV 
6390/6390LV 
6380/6380LV 
6490/6490LV 
6480/6480LV 
6460/6460LV 
6360/6360LV 
5900LV/5910LV 
5900/5910 
5600LV/5610LV 
5600/5610 
5500LV/5510LV 
5500/5510 
5800LV 
5800 
5410LV 
5410 
5400LV 
5400 
5310LV 
5310 
5300LV 
5300 
5200LV 
5200 
T330A 
T330 
T330 
T220A 
T220 
T200 
T100 
T20

第
四
世
代 

第
三
世
代 

第
二
世
代 

第
一
世
代 

コ
ン
パ
ク
ト
Ｐ
Ｃ 

Ｐ
Ｃ
―
Ｓ
Ｅ
Ｍ 

デ
ジ
タ
ル
化
１
チ
ッ
プ
制
御 

ア
ナ
ロ
グ 

10,04010,040

9,5409,540

9,1089,108

8,6388,638

8,2518,251

7,8417,841

7,4547,454

7,0787,078

6,7276,727
6,3306,330

5,9475,947

5,5965,596

5,2645,264
4,9694,969

4,6904,690
4,4384,438

4,1094,109

3,7043,704
3,3033,303

2,9212,921

2,5652,565

2,2412,241

1,8581,858

1,5161,516
1,2321,232

1,0061,006
811811

615615
410410

235235
858555

1988年　JSM-5200

1993年　JSM-5800

1997年　JSM-5600

1975年（昭和50年）にJSM-T20を汎用走査電子顕微鏡第一号機として出荷して以来、31年で出荷台数1万台を迎えることが出来ました。こ

れもひとえにユーザーの皆様のおかげと感謝しております。

汎用走査電子顕微鏡の出荷累計と機種の変遷を年表にまとめました。一号機のJSM-T20から最新のJCM-5700まで、数多くの装置がユーザ

ーの皆様に愛用されております。出荷台数1万台は通過点に過ぎません、これからも2万台3万台と末永く愛される装置を送り出せるよう

努力してまいります。

10,000台達成

   万台 
お
かげさまで

突破記念 
キャンペーン 
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次世代形冷凍機を搭載したJSX-3100RⅡ

ES スクリ

エネルギー分散形蛍光X線分析

新新製品紹介

日本電子の新製品JSX-3100RⅡ/JSX-3400RⅡ は｢RoHSスク
リーニングをより簡便に｣という日本電子のコンセプトをさらに徹底
したもので、

・3種のRoHSフィルタによる感度アップと短時間測定
・ランチャ画面からの簡単操作
・プラスチックや金属試料の材質による検量線補正
・試料の形状や厚みの補正
・液体窒素レス検出器（JSX-3100RⅡ）
・報告書作成機能
・JSXスタータ／日常チェックの自動化
・メッキ分析ソフト（オプション）

など日本電子の蛍光X線分析技術の全てを装備しています。

RoHS分析および一般分析のコマンドがランチャ画面にまとめて表示されています。ラン
チャ画面で、コマンドボタンをクリックするとあらかじめ登録された分析手順に従って、測
定から結果表示までが連続実行されます。RoHS分析の5元素分析を実行する場合にはプ
ラスチック試料の場合は【P_5成分】ボタン、金属試料の場合は【M_5成分】ボタンをクリッ
クすれば分析でき、非常に簡単です。

金属試料のランチャ画面

ランチャ機能で簡単操作

Si

Si

入射Ｘ線 入射Ｘ線 

負バイアス 
電圧 Au蒸着膜 

p層 

n層 

Au電極 

 
（有感層 3.5mm） 
i 層 

（有感層 3.5mm） 
Si原子 

不感域 

増幅器 

Si（Li）とSDDの感度比較

スターリング形パルスチューブ冷凍機搭載Si（Li）検出器
通常、蛍光X線分析装置では液体窒素タイプのSi(Li)半導体検出器が使用されています。この検出器は高感度、高分解能で高安定と
いう特長があります。Cd測定の場合、Si(Li)半導体検出器での感度はSDD（シリコン・ドリフト・ディテクタ）の4～5倍にもなりま
す。JSX-3100RⅡでは、検出器の冷却機構に次世代形冷凍機として注目されるスターリング形パルスチューブ小形冷凍機を採用し、日
本電子製Si(Li)半導体検出器の高性能を液体窒素なしに発揮させることが可能になりました。宇宙関連装置向けに開発された冷凍機の高信
頼、長寿命の冷凍能力に加え、検出器の再排気機能が付属し、長期の安定稼働を実現しました。

Si（Li）素子の仕組み

X線エネルギー/keV

検
出
効
率
（
％
）

PbLβ CdKα

Si (Li)

SDD

10

100

80

60

40

20

0
10 20 30 40

JSX-3100RⅡ（液体窒素レスタイプ）

JSX-3400RⅡ（液体窒素タイプ）
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RoHSスクリーニングはワンボタンで

ーニングの決定版！！

装置　JSX-3100RⅡ/JSX-3400RⅡ

簡単なスクリーニング手順

モニタリング

Cdフィルタ

Pbフィルタ

Crフィルタ

●CCD カメラで試料を観察し、分析位置をあわせた後、試料室を閉じます。
●ランチャ画面から【P_5 成分】をクリックし、試料名を入力すると分析が開始します。

●モニタリング測定と3種のフィルタを自動交換しながらRoHS5元素を測定します。
●試料の大きさ、厚みと共存元素の影響を自動補正して分析結果を算出します。

分析結果と判定

試料のセットと測定スタート

RoHS測定

●スクリーニング結果として、分析値と誤差（3σ）の他、定められた「しきい値」に対
する合否判定が表示されます。

●テンプレートを指定して分析結果報告書を作成します。

0
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メッキ厚 (1µm)
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線
強
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メッキ厚さ5μmでは
強度は50％

無限厚

鉛フリーハンダメッキ厚と
PbLβX線強度

keV
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標準値（ICP分析）： 1500ppm
Sn金属バルク　　： 670ppm
Snメッキ分析　　： 1492ppm

鉛フリーハンダメッキ
分析例

Niメッキソフト（オプション）Snメッキ分析ソフト（オプション）

Snメッキ（鉛フリーハンダ：Sn-Ag-Cu）層のPbスクリーニングソフ
トです。
Snメッキ厚を自動測定・補正することにより、これまで困難であった
Snメッキ中のPbを正確に分析できます。
このソフトを利用すると、基板に実装された部品上のSnメッキに含ま
れるPb 量の分析も可能な場合があります。

無電解Niメッキ（Ni-P）層のPbとCdのスクリーニングソフ
トです。メッキ層の厚み補正のほか、Pb測定における下地
の影響を補正できます。

①

③

②

JSXスタータの
開始

チェック項目の
選択と開始

メッセージに従って
試料のセット

チェックが完了し、
RoHSメニューを表示

JSXスタータによる日常チェックと装置校正

JSXスタータは、X線管球エージング、エネルギー校正、分析値チェックを自動的に実施します。
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MS キャピラリーガスクロマトグラフィー・マ
－膜厚3μm 、液相ZB-

トータルソリューション

技技術情報

GC/MSは確立された分析法として環境、薬品など多くの
分野で多用されている。キャピララリーカラムの高分離の
特性と質量分析装置の高感度と高い定性能力に依存してい
る。環境中（水質、大気、土壌など）のダイオキシンや残
留農薬分析ではppb（part per billion 10-9）以下の濃度で検
出され評価されている。装置の性能を評価してみると例え
ば試料として1,2,3,4-tetrachlorodibezodioxin（TCDD）を用
いて評価すると100fg（10-12g）以下のレベルで検出できる
性能を有する。
このような高感度測定を行うときはキャピラリーカラム
（以下、カラムと呼ぶ）の選択などの条件設定は重要なフ
ァクターとなってくる。分析法が確立するとその条件にあ
ったカラムを適用すればよいが、クロマト条件を工夫する
ことにより、良好な結果が得られることがある。
カラム選択の目安は、液相の種類、液相の膜厚、長さ、内
径、使用限界温度、メーカーがあげられる。標準的なカラ
ムとしてはメチルシリコン系の液相、内径0.25mm、長さ
30m、膜厚0.25μmのカラムが使用されている。カラム温
度を40℃から300℃まで昇温すればほとんどの気化する物
質は分離され分析できる。溶剤の分析や高沸点成分につい
ては液相や膜厚、長さなどの条件を検討することにより溶
出することができる。GC/MSで用いるときは、液相がバ
ックグラウンドとしてスペクトルに影響を与えるのでカラ
ムの使用温度、液相膜厚の条件設定には注意しなければな
らない。
液相の種類としてはポリシロキキサンを基本骨格とした化
合物が多い。カラム名の表記は製造メーカー、記号、特性
（カラム内径、長さ、膜厚）で表される。例えばPhe-

nomenex社製ZebronシリーズカラムであればZB-1と記載
される。ZB-１の『１』は、液相が100％メチルシリコンを
指す。性質は無極性で沸点順に溶出する。他にはメチル基
をフェニル基に置換したフェニルメチルシリコンやシアノ
基を置換した種類もある。メチルシリコン同様に5％フェ
ニル95％メチルシリンコンの液相も多用されており、ZB-
5の名前で市販されている。性質は微極性である。ポリエ
チレングリコールやエステル系の液相もあり、この場合は
ZB-WAXとかZB-FFAPとして表記されている。
液相の選択は試料の沸点、分子量の大きさなどの物性に応
じて行っている。ダイオキシン分析のように異性体の分離
が目的であればシアノプロピル基を導入したカラムを用い
ることもあるが、一般分析ではメチルシリコンの液相のカ
ラムを選択すれば、沸点順、分子量の大きさの順に溶出す
るので便利である。胆汁酸や10個のブロムを配位した難
燃剤のような高沸点化合物の分析では膜厚を0.1μmと薄
くしたり、カラム長さを15mと短くするなどの工夫が必
要である。食用油中のトリグリセリンの分析では、膜厚
0.02μm（特注）のカラムを使用して分析に成功したことも
ある。溶出時間が短くなり、より低い温度で出てくるので、
液相バックグラウンドの影響も押さえられる。しかし、低
沸点化合物の分析では、膜厚0.25μmの条件では溶出せず
瞬時に出てしまい分析できない。このような時は膜厚を１
μmと厚くしたり、カラム長さを60mと長くするなどの
工夫が必要である。
ここでは、液相膜厚3μmのZB-1、0.32mm、60mのカラ
ムを使用し、HFC-134aおよびスプレーのりに含まれる揮
発性成分の分析を試みたのでその結果を紹介する。

測定条件

装置：日本電子JMS-700（MStation）

《MS条件》

イ オ ン 化：EI（＋）

加 速 電 圧：6.0kV

イオン化電流：100μA イオン化電圧：70eV

イオン化室温度：200℃ GC接続管温度：200℃

《GC条件》

カ ラ ム：ZB-1 長さ60m 内径0.32mm 膜厚3.0μm（Phenomenex社製）

注 入 口 温 度：200℃

H e 流 量：1.5mL/min

S p l i t モ ード：1/100

カ ラ ム 温 度：50℃（Hold）･･･ HFC-134a

50℃（0min）－10℃/min－150℃（5min） ･･･ スプレーのり



ANALYTICAL NEWS ● 9

ススペクトロメトリー法（GC/MS）におけるカラムの選択
1、内径0.32φ、長さ60mの応用例－

：お困りの分析があれば解決いたします

1．エアーダスターHFC-134aの分析
HFC-134aはハイドロフルオロカーボンを主成分とし、埃
とりや冷媒として多用されている。使用したスプレーは、
立てて使用するとエアーが噴出しホコリ除去用、逆さにし
て使用すると液体が噴出し冷却用として使用できるもので
ある。揮発性に富んでいるので、液体を容器に貯め、そこ
からマイクロシリンジで0.4μL程度採取し、素早くGCに
0.4μL注入し測定した。その結果を図-１に示す。3.１分に
ピークを観測。そのスペクトルのライブラリ検索を行い
1,1,1,2-tetrafluoroethaneを定性しHFC-134aの主成分である
ことが判明した。

2．スプレーのりの分析
容器には液化プロパン、ジメチルエーテルなどの揮発性溶
媒が主成分として記載されている。スプレーのりをバイア
ル瓶に噴霧し液状ののりを採取し、蓋をして気相部分から
揮発成分をマイクロシリンジで10μL取り測定を行った。
図-２に示すように８成分を観測した。それぞれのスペク
トルを評価しライブラリ結果と商品表示成分とを照らし合
わせ、以下の物質であると推定した。

このような低沸点有機化合部の分析は難しく、プロットカ
ラムやパックドカラムなど特殊なカラムで代用していた。
この分析結果から3μｍと膜厚を高くすればメチルシリコ
ンのような無極性カラムでも、低沸点のガス分析に十分に
対応できることがわかった。

ピーク番号 溶出時間（min） 推定化合物名 構造 

C3H8 
Exact Mass: 44.1

C2H6O 
Exact Mass: 46.0

C4H10 
Exact Mass: 58.1

C4H10 
Exact Mass: 58.1
C6H14 
Exact Mass: 86.1

C6H14 
Exact Mass: 86.1

C6H14 
Exact Mass: 86.1

C6H12 
Exact Mass: 84.1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3.38 

3.60 

3.80 

4.10 

6.55 

6.84 

7.13 

8.64 

Propane/LPG 

Dimethylether 

Isobutane 

Butane/LPG 

Isohexane 

3-Methylpentane 

Hexane 

Cyclohexane 

図-2 スプレーのり分析のトータルイオンクロマトグラム

図-1 エアーダスター分析のTIC（上段）とRT:3.1minのマ
ススペクトル（下段） ●ZB-1などのカラムは日本電子データム（株）で取り

扱っております。
ZB-1 60m×0.32mφ×3μm パーツNo.780359500
お問合せ・ご注文先：日本電子データム（株）

総合コールセンター
TEL 0120-134-788 FAX 0120-734-788 

●このような受託分析もできます。
お問合せ先：日本電子データム（株）

国際技術センター
TEL 042-542-5502
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NMRSEM 走査電子顕微鏡

SEM画像のデジ

製製品紹介

DIGI CAPTUREは走査電子顕微鏡（SEM）画像データをパーソナルコンピュータ（PC）により収集（電子ファイル化）できる機
能を備えることのできるシステムです。また、操作性の向上もはかれます。
SEM観察では試料を装着し、操作パネル上の各種機能（走査速度、倍率、輝度、フォーカスほか）を利用して、表示画像の調整、
観察、写真撮影を行います。この一連の操作をPC上で行うことができます。また、フレームメモリへ画像データを保存するこ
ともできます。これら操作に追従し、リアルタイムでの観察、調整をPCのモニター上でも実現でき、必要な画像データを全ス
キャンモード（TV、SR、SLOW、PHOTO）で収集を可能にしたシステムです。画像データは収集完了後、表示されるテキスト
ウインドウでの入力により付属情報として、BMPファイルとテキストファイルを登録・保存できます。作成された画像データ、
テキストファイルはSMileView、SemAfore_Reporter等で利用することができます。

特長

◆PCの利用で一歩進んだトータルシステムの実現
◆ランニングコストの大幅なダウン
◆高性能・高信頼性な装置および拡張性に富んだシステムの実現

走査電子顕微鏡　JSM-5800
DIGI CAPTURE ユニット
（含む Windows PC）

スキャン制御

ビデオ制御、倍率情報 （画面ははめ込み合成です）

モニタ表示　ライブ像（Scan1 640×480）

構成図 走査電子顕微鏡とDIGI CAPTUREは専用インターフェイスケーブルで接続されています。
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の観察像を高精細液晶画面で

タル化　DIGI CAPTURE

DIGI CAPTUREの機能・特長

■SEM像モニタ表示
ツールボタンの選択で各走査モードでのSEM像が選択できます。

SEM倍率コードを読み取り、モニタ表示ができます。必要に応じ

た画素数での保存ができます。

■デジタルズーム機能
保存した画像の拡大表示（10倍まで）ガイド表示により拡大場所の

指定がスムーズに行えます。

■計測
距離、角度の計測が出来ます。結果をテキストでの一覧として表示

できます。

■保存（イメージブラウザ機能）
保存した画像をサムネール化して表示します。

保存時に各テキスト項目の入力、編集ができます。

走査方法 デジタルスキャンニング（SEM外部スキャン取込方式）

走査モード ピクチャー、波形モニタ（1）、波形モニタ（2）、スポット

走査スピード クイックスキャン 0.2秒 / 250本

モニタ 3秒 / 500本

SCAN1 10秒 / 640×480

SCAN2 20秒 / 1280×960

SCAN3 30秒 / 2560×1920

線走査（LSP） LIN1：信号強度ラインプロファイル表示

LIN2：走査像に重塁してラインプロファイル表示

スポット 走査像に重塁して測定点カーソル表示、X線測定点表示

X線像 X線の取込（10秒 / フレーム・加算可能）

画像信号 1チャンネル 表示階調 12ビット

画像記録 SCAN1、SCAN2、SCAN3、LIN2、SPOT、X線像

倍率 SEM倍率コード読み取りディスプレイ画像に表示

その他の機能 簡易測長、簡易角度設定、デジタルズーム

仕様

●DIGI CAPTURE ユニット
●SEM & PC インターフェース & 接続ケーブル
●Windows PC
（OS：Windows XP Professional）
●Image Capture Software

構成

本製品は以下の日本電子社製走査電子顕微鏡に使用できます。

JSM-5800、JSM-5410、JSM-5400、JSM-5310、JSM-5300、

JSM-5200、JSM-T330A、JSM-T220A

走査電子顕微鏡
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Ｔ
Ｅ
Ｍ

Ｓ
Ｅ
Ｍ

Ｅ
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Ｍ
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(1)TEM共通コース 1日 TEMの基礎知識

(2)2010TEM標準コース 3日 2010の基本操作

(3)1230TEM標準コース 3日 1230の基本操作

(4)1010TEM標準コース 3日 1010の基本操作

(5)走査像観察装置標準コース 1日 ASIDの基本操作

(6)電子回折標準コース 2日 電子回折の基本操作

(1)分析電子顕微鏡コース 2日 分析電子顕微鏡の測定法

(2)TEM一般試料作製コース 1日 各種支持膜・粉体試料の作製技法

(3)生物試料固定包埋コース 1日 生物試料の固定包埋法と実習

(4)ウルトラミクロトームコース 2日 ミクロトームの切削技法と実習

(5)クライオミクロトームコース 2日 クライオミクロトームの切削技法と実習

(6)急速凍結割断レプリカ作製コース 2日 各種試料の凍結割断レプリカ膜の作製法

(7)イオンミリング試料作製コース 2日 イオンミリング法による超薄試料作製法

(8)生物試料撮影写真処理コース 2日 生物試料の写真撮影法と写真処理

(9)非生物試料撮影写真処理コース 2日 非生物試料の写真撮影法と写真処理

(1)6000シリーズSEM標準コース 3日 6000シリーズSEM基本操作

(2)6700F FE-SEM標準コース 3日 FE-SEMの基本操作

(3)7000F TFE-SEM標準コース 3日 TFE-SEMの基本操作

(4)LV-SEM標準コース 1日 LV-SEM基本操作

(5)CP試料作製コース 2日 CP試料作成法と実習

(6)EDS分析標準コース 2日 JED-2100EDS基本操作

(1)SEM一般試料作製コース 1日 SEM一般試料作製技法と実習

(2)SEM生物試料作製コース 2日 SEM生物試料作製技法と実習

(3) 2日 ミクロトーム切削技法と実習

(4)CP試料作成コース＊ 2日 CPによる断面試料作製技法と実習

(1)定性分析標準コース 4日 8000シリーズEPMA基本操作

(2)定量分析標準コース 2日 8000シリーズ定量分析基本操作

(3)カラーマップ標準コース 2日 8000シリーズ広域マップ基本操作

(1)EPMA試料作製コース 2日 EPMA試料作製技法と実習

6 15 4

7～9 5～7 16～18 5～7

14 12 23 20

15～16 13～14 24～25 21～22

14～16 11～13 16～18 12～14

5～7 6～8

7～9 9～11

14 15

20～21 20～21 22～23 19～20

21～22 20～21 24～25 21～22

13～16 4～7 22～25 19～22

10～11 28～29 25～26

12～13 30～31 27～28

SEM・EPMAミクロトーム
試料作製コース

基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

＊全く新しい断面試料作製法で従来までのFIB法、機械研磨法よりも精度の高い断面が簡単に得られます。

INFORMATION

■場所：日本電子（株）本社・昭島製作所　日本電子データム（株）
■時間：9:30～17:00
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内　　容：RoHS関連物質の分析講習会です。RoHS測定とそれに
必要な最低限の一般分析知識について解説いたします。使
用する装置はJSX-3200EVです。

日　　程：12月14日、平成20年2月8日
受 講 料：30,000円（税別）
対象機種：JSX-3000/JSX-3202EV、

JSX-3100R/JSX-3400R

蛍光エックス線分析の定期講習開催のお知らせ

内　容：MStation基礎講習に参加してみませんか。質量分析法の概
要の理解と、JSM-700（MStation）の基本操作を修得する
ことを目的とします。

日　程：平成20年2月13～15日7月18日～20日の3日間
受講料：90,000円（税別）

ダイオキシン分析のお客様へ

ご意見・ご質問・お問合わせ
日本電子（株）営業統括本部 営業企画室
e-mail: sales@jeol.co.jp   FAX. 042-528-3385

電子光学機器・分析機器講習会のお問い合わせは
日本電子データム（株）講習受付　荻野まで
TEL 042－544－8565  FAX 042－544－8461

http://www.jeol.co.jp

http://www.datum.jeol.co.jp

講習会のお申し込みは日本電子データム（株）
ホームページにての受付をご利用下さい。

ホームページ　http://www.datum.jeol.co.jp

●「NMRビギナーズコース」は、ALシリーズとECAシリーズNMR装置を中心にした共通コースです。
装置の操作講習は行いません。

●NMR応用コースは、ECA・ECXシリーズ対象です。ALシリーズの基本コースと応用については別途お
問い合わせください。

装置 コース名 期間 主な内容 11月 12月 1月 2月

ESR

基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

基
本
コ
ー
ス

応
用
コ
ー
ス

Ｎ
Ｍ
Ｒ

Ｍ
Ｓ

(1)NMRビギナーズコース 2日 NMR装置の基礎知識の整理

(2)ECA/ECXシリーズ 3日 1D/2Dの1H、13Cの基本操作

(3)差NOE & NOESY 1日 NOE測定知識の整理と確認

(4)緩和時間測定 1日 緩和時間測定と注意点

(5)多核NMR 2日 測定とデータのまとめ

(6)固体NMR 2日 固体NMR測定基本操作

(7)DOSY 1日 DOSY測定と注意点

(1)MStation基礎コース 3日 MSの基礎解説と低分解能測定

(2) 2日 LC/MSの基礎解説と基本操作

(3)T100GC基本コース 2日 T100GCの基礎解説と基本操作

(4) 2日 MSの基礎解説と定性・定量測定

(5)MStation定量コース 2日 MSの基礎的なSIM測定

(6)T100GC-FDコース 1日 T100GC-FDの基礎解説と基本操作

(7)精密質量測定 1日 EI/FABの精密質量測定

(8) 1日 化学イオン化法および直接導入による測定

(9) 2日 P&T法によるVOC分析

(10) 2日 H.S.法によるVOC分析

JES-FAシリーズ 2日 基本操作と応用測定

RoHS分析コース 1日 RoHS分析とスペクトル解析

28～29

4～6 22～24 13～15

16

31

13～15

6～7

14～15 16～17

21～22 13～14 7～8

24～25

16 18

14 8蛍光X線

Q1000GC(K9) 
基本コース

T100/LPシリーズ
基本コース

Q1000GC 
CI/DIコース
Q1000GC 
水分析（P&T）

Q1000GC
水分析（H.S.）


